
電子デバイス向け電流サージ印加試験

容量性負荷やモータなどに流れる電流は小さな負荷であっても数ミリ、数マイクロ秒の短時間で数十アンペアとなることがあります。この
電流サージは負荷をコントロールする回路、電子デバイスにも流れるためデバイスを破壊する可能性があります。このような電流サージを
再現して保護デバイスや電子デバイスの耐性の評価が必要となります。

高速電子負荷によるワーク試験の構成図

　

製品情報

超高速電子負荷「Load Starシリーズ」

https://www.keisoku.co.jp/pw/app/57/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/load/dc-load/ell-els-2/

